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摘要(译)

一种超声探头的定位方法，包括：获取超声探头内部的第一定位位置；
获取与超声探头的检测深度在图像边缘线上的第一定位位置对应的第一
脚的垂直位置；将第一中心位置设置在 检测超声探头的覆盖范围，并在
使超声探头偏移并旋转角度后，获取垂直方向的第二只脚，法线向量和
与该超声法线向量对应的平面方程， 根据所述平面方程和所述第一中心
位置生成满足所述平面方程的第二中心位置，并根据所述第一中心位置
与所述第二中心之间的距离，在超声切片图像上可选地显示与所述第二
中心位置对应的球面空间 位置。
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